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Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z metodami oceny niezawodności elementów, urządzeń i systemów elektronicznych, sposobem projektowania niezawodnych elementów i urządzeń oraz podstawowymi metodami kontroli, monitorowania  i sterowania jakością produkcji.
Treści kształcenia: 
1.Pojęcia wstępne. Obszar sprawności. Uszkodzenia parametryczne i katastroficzne. Stan eksploatacyjny. Podstawowe pojęcia teorii niezawodności. Podstawowe modele i rozkłady uszkodzeń. (4g).
2. Badania niezawodności elementów. Metody przyspieszone. Identyfikacja mechanizmu uszkodzeń. (2g).
3. Projektowanie niezawodnych układów. Wpływ obciążeń elektrycznych, mechanicznych, temperatury, wilgotności, promieniowania i innych warunków środowiska na intensywność uszkodzeń elementów. Zagadnienia konstrukcyjne. Metody i programy zalecane przez armię USA (MIL-HDBK 217F) oraz NASA. (4g).
4. Zagadnienia kontroli jakości. Podstawowe plany badań statystycznej kontroli jakości, AQL. Badania statystyczne i odbiór gotowych wyrobów. Monitorowanie procesu technologicznego. Pojęcie uzysku produkcyjnego. Koszty produkcji a uzysk produkcyjny. (5g).
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Egzamin: 
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